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WYDZIAL PPT

KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w jzyku polskim Nanodiagnostyka
Nazwa w gzyku angielskim Nanodiagnostics
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): Fizyka Techniczna

Specjalnaé (jesli dotyczy): Nanoinzynieria/Fotonika

Stopien studiéw i forma: |/ H-stepien™, stacjonarna / -hiestacjonrarna*
Rodzaj przedmiotu: obowizkowy / wybieralhy-f-ogélnouczelniany *
Kod przedmiotu FTP001206W i FTP001206L

Grupa kursow NIE

Wyktad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zai 30 - 30 - -
zorganizowanych w Uczeln
(ZzzV)
Liczba godzin catkowitego 30 - 60 - -
naktadu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia Zaliczenie - Zaliczenie
na ocere na ocere

Dla grupy kurséw zaznacgy - - - - -
kurs kaicowy (X)

Liczba punktow ECTS 1

N
1

w tym liczba punktéw - 2 - -
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (I

—

w tym liczba punktow ECTS 0,5 - 1,2 - -
odpowiadajca zagciom
wymagajicym bezpéredniego
kontaktu (BK)

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

1. Znajomdc¢ fizyki ogolnej
2. Wiadomdci z zakresu elektrotechniki teoretycznej

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami badaarakteryzacji mikro- i
nanostruktur metodami mikroskopii optycznej i etekbwej

C2 Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami badaarakteryzacji mikro- i
nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaés

C3 Zapoznanie z podstawowymi technikami pomiaretékicji matych nagi, pradéw za
pomog podstawowych i zaawansowanych uktadow elektroryiclzn

C4 Zapoznanie z podstawowymi konstrukcjami isetaosciami uktadow mikro- i
nanolektromechanicznych (MEMS i NEMS)




PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_WO01
Ma uporadkowary i podbudowag teoretycznie wiedz w zakresie podstawowych met
badania wiéciwosci mikro- i nanostruktur materiatowych i przgdowych metodam
mikroskopii optycznej, elektronowej, bliskich oddiwan, dyfraktometrii rentgenowskiej

Z zakresu umiejetnosci:

PEK_UO01
Student potrafi ocetiprzydatné¢ poznanych metod i technik pomiarowych do konkrgtne
zadania o charakterze praktycznym oraz wlodpowiednie nakzdzie, metod i technile
pomiarovy (eksperymentakl)

Z zakresu kompetenciji spotecznych:

PEK_KO1

Student rozumie potrzelziagtego doksztatcania, w tym samodoksztatcania; umagumie
potrzely uczenia si samodzielnie i w grupie

PEK_KO02
Student potrafi pracowtasamodzielnie i w grupie

od

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zajeé - wykiad Liczba godzin

Badania 1 charakteryzacji mikro- i nanostruktur ogstmi

Wyl : . . 2
mikroskopii optycznej
Badania i charakteryzacji mikro- i nanostruktur ogstmi

Wy?2 . . AT . : 2
skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektrongwe
Podstawowe zastosowania i konstrukcje uktadéw pawigch do

Wy3 . 3 . L 2
detekcji matych sygnatow gdowych i napiciowych

Wy4 | Ogolna charakterystyka i zastosowania mikroskaietowe; 2
Charakterystyka sond mikromechanicznych dla mikopslksit

Wy5S 2
atomowych

WV Ogodlna charakterystyka i podstawowe zastosowarkaogkopii sit 3

y atomowych

Wy7 | Czgstkowe kolokwium zaliczeniowe 1

Wy8 | Charakterystyka i zastosowania skaningowej mikrpgkermiczne;j 2

WYy9 | Charakterystyka i zastosowania mikroskopii sit eletatycznych 2

Wy10 | Charakterystyka i zastosowania mikroskopii bliskiggla 5
optycznego

Wyl1 |Badanie struktur studni kwantowych metodami wysokdreielczej 5
dyfraktometrii rentgenowskiej

Wy12 | Badanie struktur proszkowych metodami dyfraktoimetr 5
rentgenowskiej

Wy13 |Badania i wtaciwosci podstawowych uktadéw mikro i 5
nanoelektromechanicznych (MEMS i NEMS)




Wyl14 | Badania wtéciwosci elektrycznych mikro- i nanostruktur metodam 3
spektroskopii impedancyjnej
WYy15 | Czgstkowe kolokwium zaliczeniowe 1
Suma godzin 15
Forma zajeé - laboratorium Liczba godzin

Zajecia wprowadzajce — sprawy organizacyjne, zasady realizacji

Lal |zada projektowych, zasady BHP, obstuga pragiaw, metody 3
pomiarowe,

La2 | Badanie wihciwosci tranzystorow ISFET 3

La3 | Badanie whciwosci rezonatoréw kwarcowych 3

Lad4 | Badania wihsciwosci mikrodzwigni mechanicznych 3

La5 |Badania powierzchni metodami mikroskopii tunelowej 3

La6 |Badania powierzchni metodami mikroskopii sit atonyotv 3

La7 |Badania struktur studni kwantowych metodami dyfahetrii 3
rentgenowskiej

La8 |Badanie struktur proszkowych metodami dyfraktometri 3
rentgenowskiej

La9 | Modelowanie i obliczenia map odbi 3

Lal0 | Termin poprawkowy 3
Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad tradycyjny z dyskusj

N2. Wyktad multimedialny z dyskusj

N3. Konsultacje

N4. Praca wlasna — przygotowanie zadanych zagadioievyktadu

N5. Praca wiasna — przygotowanie do kolokwium

N6. Praca wlasna — samodzielne studia w przedmigtotemacie na potrzeby realizacji
¢wiczen laboratoryjnych

N7. Laboratorium: pisemne sprawozdanie zdagocwiczenia

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formupca | Numer efektu Sposob oceny agjniccia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), B ksztatcenia
— podsumowujca (na
koniec semestru)

F1 (wyktad) PEK W01 kolokwium zaliczeniowe K1_Wy

F2 (wyktad) PEK W01 kolokwium zaliczeniowe K2_Wy
F3...F10 PEK_UO1 pisemne sprawozdanie zAkego zéwiczen
(laboratorium) laboratoryjnych

P (wykfad) = (F1+F2)/2

P (laboratorium) = (F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10)/8




LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] T. Gotszalk, Systemy mikroskopii bliskich oddiwan w badaniach mikro- i
nanostruktur, Wyd. Politechniki Wroctawskiej, 2004.

[2] P. Horowitz, Sztuka Elektroniki, Wydawnictwa Kwnikacji i tacznaci, 2009.

[3] J.Sokotowski, B.Pluta, M.Nosita ,Elektronowy knoskop skaningowy”, Skrypt
uczelniany, Nr 834, Politechnil&laska, Gliwice 1979.

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] ,Mikroskopia elektronowa”, pod red. A.Barbacli® Wyd. Politechn. Pozhskiej,
Pozna, 2005.
[2] S. Senturia, Microsystem Design, ISBN 978-0-39246-2

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Teodor Gotszalk, (teodor.gotszalk@pwr.wroc.pl)




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Nanodiagnostyka
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA
| SPECJALNOSCI NANOINZYNIERIA/FOTONIKA

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu dg Cele Tresci Numer
efekt efektow ksztatcenia zdefiniowanych dld przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztalcenia | kierunku studiéw i specjalndsci (o ile dydaktycznego***
dotyczy)**
PEK_WO01 K1FTE_W21_S1NIN C1, C2, C3, N1, N2, N3, N4,
(wiedza) - ca Wyl-Wyl5 N5
PEK_UO01
(umiejetnosci) K1FTE_UO7 Cl’%i’ s, Lal-Lal0 N6, N7
PEK_KO01 C1C2 C3
(komp.) 1ol S, -
PEK_K02 K1FTE_KO1, K1FTE_KO03 ca Pri1-Prl5 N4, N5

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia
*** - 7 tabeli powyzej




